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SPC — STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESAMI PRODUKCJI

1.3. Karty kontrolne dla cech dyskretnych

Dla danych otrzymywanych w wyniku zliczania liczby lub czestosci wystgpowania jakiego$ zdarzenia
(np. wadliwego produktu) stosowane sg tzw. karty alternatywne. Karty te sa dostepne z poziomu menu
gtownego: Statystyka/Statystyki przemyslowe/Karty kontrolne. Sposéb wykorzystania kart zostanie

omoOwiony w oparciu o przyktady z czesci teoretycznej.

== Karty kontrolne: danela w statistica03_4.stw i
IE}' Ctworz plik ze specyfikacia karty | QK |
Podstawowe | Liczbowe  Atematywne | AMldualizacja | Anulu |
Karta kontrolna C {ocena attematywna) E Opcie  ~ |
Karta kontrolna U (ocena attematywna) Tz
[ Karta kortrolna No | i sterowania jskosciz, jak
a kontrolna Np {ocena atematywna) chaind okt
m Karta kontrolna P (ocena attematywna) procesu (Cp, Cpk, Pp,
Ppk...) réwnisz dis
@ Analiza Pareto rozkiaddw inmych niz
normalny, plany badan,
planowanie
dofwizdezen (DOE)
znajduja sie w
modulach Analiza
procesy i Plancwanie
doswiadczen.
E}' Chworz dane |
s | & wl

Przykiad 1.

W arkuszach danela i danelb zapisano dane dotyczace liczby wadliwych elementéw znalezionych w
trakcie 8 kontroli. Arkusz danela zawiera dane zagregowane: kolejne wiersze arkusza zawierajg dla
kazdej przeprowadzonej kontroli liczbe wadliwych i liczbe sprawdzonych elementdéw. Arkusz danelb
zawiera surowe dane z informacja o numerze kontroli, numerze elementu i kodzie wykrytej wady. Arkusz
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ten moglby zawiera¢ rowniez dane elementéw nieuszkodzonych — w takim przypadku brak wad
nalezatoby opisa¢ przypisujac elementowi kod wady rowny 0.

Uwaga! Z arkusza danelb wynika, ze w trakcie pierwszej kontroli znaleziono 6 uszkodzen a nie tak jak
podaje arkusz danela 5. Z punktu widzenia programu dane te sg jednak rownowazne — pierwsza kontrola
wykryta w rzeczywisto$ci tylko 5 wadliwych elementéw: 8, 21, 24, 31 i 42. Program zlicza elementy
wadliwe a nie liczbe znalezionych wad, element 42. jest wigc liczony tylko jeden raz.

Dane zagregowane mozna wykorzysta¢ do budowy karty p o stalej i zmiennej licznosci probek. Na
poczatek arkusz danela zostanie wykorzystany do skonstruowania karty o liczno$ci probek roéwnej 60.
W tym przypadku po wybraniu karty p z okna Karty kontrolne nalezy w kolejnym oknie okreslic:
= rodzaj analizowanych danych,
dla danych zagregowanych dostepne sg dwie opcje: Liczby wad i Frakcje, w arkuszu danela
znajduje si¢ wylacznie liczba wadliwych elementow wige nalezy wybraé pierwsza z opcji,
* zmienne zawierajace dane na podstawie ktorych budowana bedzie karta,
arkusz danela zawiera informacje o liczbie wad w zmiennej liczba wadliwych,

» licznos¢ probek dla w przypadku probek o stalym rozmiarze.

== Definiowanie zmiennych dla karty P: danela w statisti Tlox

wad podziglone przez licznosci prabek)

" Dane sum&{@uﬁlﬂ niezgodne: defeldy =0)

Zmienne |

Liczhy wad lub frakcje: liczba wadlivwych
Licznogci probek (opoja): brak
|dentyfikatony czesci (oody): brak

@E_ll‘alicmus’é probki:

I~ Stala liczba prébek na cz % Wybierz zmienne z liczbami wad lub frakcjami, liczn. ilil
Hirimalnia liczta pomiars P — 1 - liczba wadliwych 1 - liczba wadliwych oK I
2 - liczba kontrolow, 2 - liczba kontrolow. 2 - liczba kontrolow,
Anulug |
[ Zestawy 1... |
Wiacz opcje
"Pokazuj tylko
ZMIENne o
odpowiedniej skali®
aby na listach, w
potrzeby, pojawiaty
Rozwit | Praybiz | Rozwin | praybiz | Rozwin | praybliz | sie tykozmiene
jakotciowe albo
Liczby wad lub frakde: Licznogd probek (opgja): Identyf. czedd (opga): ilotciowe. NaciEnij
F1 aby uzyskad
I 1 I I wiese] informacji.
[ Pokazuj tylke zmienne o odpowiedniej skali
A

Po nacisnigciu przycisku OK wyswietlana jest karta kontrolna (Rys. 1a).
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Dane z arkusza danela mozna tez wykorzysta¢ do skonstruowania karty o zmiennej licznosci probek.

Licznos¢ probek dla kazdej z przeprowadzonych kontroli jest zapamigtana w zmiennej liczba kontrolow.

W tym przypadku po wskazaniu zmiennych z liczbg elementéw wadliwych i liczbg elementow
skontrolowanych opcja Stata licznos¢ probki w oknie definicji karty jest automatycznie odznaczana. Po

nacis$ni¢ciu przycisku OK wyswietlana jest karta kontrolna (Rys. 1b, patrz: przyktad 2 w cz. teoretycznej).

== Definiowanie zmiennych dla karty P: danela w statistics

£ ad podzielone przez licznosci prabek)
" Dane surowe (zlicz jednostlki niezgedne: defeldy =0

Liczby wad lub frakcje: liczba wadliwnch
Licznogci prabek {opcja): liczba kontralow.
ldentyfikatory czesci (kody): brak

Stala licznosc prabki:

[T Stala liczba probek na cz =

1 - liczba wadliwych
2 - liczba kontrolow,

Minimalna liczba pomiardy

1 - liczha wadliw

2 - liczba kontrolow.

1 - liczha wadliwych
2 - liczba kontrolow,

Rozwin | Przyhliz | Rozwin | Przyhliz | Rozwin | Przyhliz

Liczby wad lub frakde:

Licznogd prabek {opga):

Identyf, czesd

{opcia):

E |2

[ Pokazuj tylko zmienne o odpowiednie] skali

Anulug

Pl

[ Zestawy 1...

Wiz opciz
"Pokazuj tylko
ZMiEnne o
odpowiedniej skali®
aby na listach, w
potrzeby, pojawishy
sig tylko zmienne
jakotciowe albo
ikEciowe. Nacisnij
F1 aby uryskac
wiese] informacji.

~
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Rys.1. Karty p procesu z przyktadu 1. @) probki o licznosci 60, b) zmienna licznos¢ probek
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Karte p z Rys. 1a mozna rowniez zbudowa¢ w oparciu o dane surowe zapisane w arkuszu danelb. W tym
przypadku po wybraniu karty p z okna Karty kontrolne nalezy w kolejnym oknie:

» rodzaj analizowanych danych ustawi¢ na Dane surowe,

» wskaza¢ zmienne na podstawie ktorych budowana bedzie karta: w przypadku danych surowych
nalezy wskaza¢ zmienng zawierajagca kody wad (tutaj: wada), zmienng z identyfikatorami
kontrolowanych elementéw (tutaj: element) oraz zmienng z identyfikatorami probek (tutaj:
kontrola),

= okresli¢ liczno$¢ probek (tutaj: 60).

Po naci$nieciu przycisku OK wyswietlana jest karta kontrolna. Ze wzgledu na to, ze dane zagregowane z
arkusza danela odpowiadajg surowym danym z arkusza danelb, wykre§lona w ten sposob karta wyglada
identycznie jak karta z Rys. la.

E Definiowanie zmiennych dia karty P: danelb w statis

Podstawaowe IEI::nil::nr'_.r I Etykiety, preyczyny, dziatania |

Dane to liczby wad, frakcje lub dane surowe (o jednostkach)———— Anuly

Pl g

E Opcje -

r = w3 | [[ed 'll-ti'—""'f:" T O
* Dane surowe (zlicz jednosthki niezgodne: defelkty =0)

3] Zmienne |

|dentyfilkatony wad (0-Hrak wad): wada
|dentyfilkatony prabek (cody): kortrola
|dentyfikatony czesci (kody): brak
|dentyfikatory jednostel: (cody): element
[V Stala licznosd prob:

2%

1 - kontrola 1 - kontrola | oK I
= |2 -element 2 - element
== 3 -wada A |
[ Zestawy ]... |
Rozwin | Przybliz | Rozwin | Przvhliz | Rozwin | Przyhliz | Rozwin | Przyhliz |
Identyf, wad: Ident. jednostek: Identyf. prabek: Identyf, czesd (opcja):

E |2 E |

[T Pokazuj bylka zmienne o odpowiednie] skali

Sposéb tworzenia pozostatych kart dla cech dyskretnych nie ro6zni si¢ od omowionej powyzej metody
konstrukcji karty p. Z tego wzgledu przyktad 3. z czesci teoretycznej zostanie tutaj pominigty. Przyktad 4.
w ktorym do analizy procesu wykorzystana zostata karta ¢ zostanie omowiony jedynie ze wzgledu na
przypomnienie omowionej przy okazji karty X -R metody postepowania zwigzanej z identyfikacja
nielosowych przyczyn dla pojawiajacych si¢ na karcie wynikow odstajacych.
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Pryktad 4.

W oparciu o dane z arkusza dane2a, w ktorym zgromadzono liczbe niezgodno$ci znalezionych w 26
kolejno pobranych probkach 100 sztuk ptytek drukowanych, skonfiguruj karte c. Sprawdz dalszy

przebieg procesu wykorzystujac kolejne wyniki pomiarow (arkusz dane2b).

Arkusz dane2a zawiera dane zagregowane, po wybraniu karty ¢ z okna Karty kontrolne nalezy w

kolejnym oknie okresli¢:

» rodzaj analizowanych danych ustawi¢ na Liczby wad,

* zmienne zawierajace dane na podstawie ktorych budowana bedzie karta,
arkusz dane2a zawiera informacje o liczbie wad w zmiennej wadliwych.

Karta wy$wietlana jest po nacis$nigciu przycisku OK.

E Definiowanie zmiennych dla karty C: dane2a w statistic

Podstawowe |Ebiur'_.r | Etykiety, pryczyny, dziatania |

wad lub dane surowe (o jednostkach) ——

A oz i niezgodne: defekdy =0)
h

3] Zmienne

Liczhy wad: wadliwych

Wybierz zmienne z liczbami wad i identyf. cze<ci (opcja)

1 - wadliwych 1 - wadliwych

™ Stal

'-.-'-.-'szystkiel Rozwin | F‘rzyblii'l Wszysthel

Zmienna z liczha wad: Identyf, czesd
E |

™ Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali

Hixtogram C

Anuluj

[ Zestawy 1...

Pl

Wiacz opoje
"Pokazyj tylko
ZMiEnne o
odpowiednigj skal”
abw naz listach. w
Earte C; zmisnna: wadlwpch
C- 15,848 [15,B4); Sigmar 4,4545 [4,4543)

] 10 15 20 25

1121

19,848

G.4314

Liczby niezgodnosci w probkach 6-tej i 20-tej przekraczajg granice wynikajgce z losowej zmiennosci

procesu. Po sprawdzeniu przyczyn statystycznie zbyt matej liczby niezgodnosci w probce 6 — okazato sig

ze winny jest nowy kontroler, ktory nie wykryt wszystkich niezgodnosci. Zbyt duza liczba niezgodnosci

w probee 20 wynikata z zepsute] maszyny do lutowania na fali. Ze wzgledu na to, ze maszyna zostata

)
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naprawiona a kontroler przebyl dodatkowe szkolenie parametry karty musza by¢ ponownie obliczone po
usuni¢ciu obydwu odstajgcych probek. Zmiany te mozna przeprowadzi¢ wykorzystujgc zaktadke
Eksploracja. W zwiazku z tym, ze w oryginalnym arkuszu z danymi nie ma miejsca na zapisanie

informacji o przyczynach i wykluczeniach nalezy go uzupetnié¢ wykorzystujac przycisk Ogolne.

= C wadliwych: dane2a w statis =]
Karty I Specyfikacia
Zhiory Eksploracia Raport

Zmienna: wadliwych

Numer probki: 2&

Nazwa: Zg ﬁﬂ
| wzglednianie probek
% VWybrane 573 A
: | 24
Prabka << | == %
C: 15000000 hut

ISDrt. wzgledem probek j
" Probki wskazujaee na rozregulowanie:

Foza liniami kantralnym, sty konfiguras
{~ Zawsze wybiergj ostatnia

EI | wzgledniaj Ql Mie uwzgledniaj w ablicz.
QI Mie uwzgledniaj na wykresach

== Ustawienia przyczyn, dzialaii i eksplors
— Dodatkowe informacje (mozna je okreslic pdinie))
@ Zmienne zawierajgce preycyny | dzialania

Preyczyny: brak Dzialania: brak

%] Eiykicty tekstowe | %] Eiykiety tekstowe |

— Kody uwzgledniania prabek (moina je okreshic paznisg)

Kliknij podwainie na polu edycyjnym aby wybrad z listy kodow

L] Zmienna z kodami: | brak

Mie uwzgledniaj Mie uwzgledniaj

w obliczeniach: na wytkresach i w oblicz
fody: | |

— Zmienna z komentarzami (mozna jg okreslic pdZniej)
@ Zmienna: | brak

‘:-pi Etykiety tekstowe

%]  Dodaj zmienne do pliku dm

':.pi F‘rz:.fgz'_.rmrl ':.;i Dzia%anigl E ment.

[~ Pokazstat. [ Hapurtg ] Dagélne ||>

%] Opge... | Zapiszjakn...l

el Eksplun.lj...l b Adualizu | (=] vl

=2

) Zabezpiecz |

kereslic poZnie])
wylluczenia
ie wWZglednig) Mie uwzgledniaj
w obliczeniach: na wykresach i w oblicz.:
Kody: |1 |2

Kliknij podwajnie na polu edycyjrym aby wybrac z listy kodow

Liczba nowych zmienmych: |1

Wstaw po zmiennej: |wadliwych

Liczba nowych zmienmych: |1
ed 3

—

E Dodaj zmienne: dane2a w statistical3_4.stw

2%

-

4| [

Mazwa zmiennych: Iprz'_.fc:z'_mﬂ

== Dodaj zmienne: dane2a w statistica03_4.stw

| oK I
Anuluj |

2l xi

-

L ER

emiennel |przyczyny

jienmych: Iw'_.'kluczenia

oK I
Anulyj |

<

— Zmienna z komentarzami (moina jg okreslic pdZniej)

3] Zmienna: |blﬁk

w] Eivlisty telkstowe

‘:.pi Dodaj zmienne do pliku darmych |

)
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Po uzupetnieniu arkusza mozna juz przej$¢ do wykluczenia probek 6-tej i 20—tej.

EC: wadliwych: dane2a w statis ﬂ;[ﬂ T — T ilil
Karty | Specyficacia Dia probki: 6
Zhi i Raport
o Boploaga | Rao Prayezyna: [1 -
Zmienna: wadliwych |
Mumer prébki: & CL  Okredl nowa prayenyne Aruluj
Hazwa: & Eﬂ
— . . bi
| wzaglednianie prébek Praypisz przyczyng do karty: wiffmu,;u“;n
&+ \Wybrane ;I & X 7] ]
Probka << | =2 4 — ~ _
Pubka < = Al x|
C: 5,000000 € b
ISDrt. wzgledem probek j  7ad
" Probki wskazujace na rozregulowanie: I
Foza liniammi kontrolnpmmi, testy kanfiguraci ['9 e Ustan
™ Fawsze wybieraj ostatni ]

, |
gt DN vagecrs

_I Mie uwzgledniaj na wylrnesach A I.ﬂ.rial j |1|;| j | B 7 U |év| 3
(’— \Z'_-’I'T_-’bl-b; Dzlal'anlal Y

|7 Pokaz stat. Eﬁ Raport | = C

kontroler

‘:.pi Opcje... | Eapiszjaku...l

£l E'Esplun.lj...l {+  Adualizuj |_I .
& Zat_:ezpieczl (i Anuluj |

- 5 \ E [ 7| =
|I| Grunam I | Okresl ety Wty tekstowe dla \_l_l
— EC:WH{"M‘I’C'I:{IHDEZEHSB_ ?I_le .......................................................................................... —_—

lcontroler
Karty I Specyfikacia
Zhiory Eksploracja | Raport

Zmienna: wadliwych B Przypisywanie przyczyny: da ﬂil
Numsr probki: &

voi |

Hazwa- & ﬁﬂ Dla probki: & /\ M
.

Tysthoo

Uwzglzdrianis p"é'bEk PF!YEMEIZII-:DntmIer kl | 0K (przypisz) IJ
i Wybrane ﬂ
Prébka <<| 53 4 — ] (Okresl nowg przyczyne:! Anuluj |

C: 5,000000 hul ~ Praypi do karty: —— Wybisz
rzypisz przyczyne do karty e atanie
. ; s dzistan,
IS:::rt. wzgledem prébek j % ¥egred, X, MA.C. P, Np i;::nbwawd:.ﬁb
" Probki wskazujaee na rozregulowanie: B lub S MB) zdefinivj nows
Foza liniami kantralnym, sty konfiguras ! Dby PR =
" Zawsze wybiersj ostatRia—_____ ! ] _
QI Lhuzgledniaj( Ei Nie uwzgledniaj w oblicz.) &=
O Nie uwzgledniaj na wykresach %] Ustawienia przvezyn, dziatar | komentarz,

':.pi F‘rz:.fgz'_.rmrl ':.;i Dzia%anigl ‘:-pi Kument.l

¥ Pokazstat. [ Raport | sl Ogélnel
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Na poprzedniej stronie pokazane zostaly kolejne kroki prowadzace do opisania przyczyny i wykluczenia
z obliczen danych 6-tej probki. Podobnie nalezy postapi¢ z probka 20-tg przypisujac jej przyczyne
wykluczenia ,,awaria maszyny”.

Karts C; zmienna: wadibvych

Hisiogram G 2 15,EET [15,657); Elgma: 4,4347 [4,4347)
45 mWErE mEsIyny
4o
................................ E7
o * .
L N
1 g [3 . |
) 8 Lt * ]
10 FERR T | —
T T T = L
Pw G e
*e SRR * e
Y e
& L ]
| RS R B " Ry N N E——" £.262
0 komtroler
a I 4 5 & 10 = 10 15 i =
1 3 5 ¥ 53 1

Po usuni¢ciu odstajacych danych karta wskazuje, ze zmienno$¢ procesu moze by¢ wyjasniona

przyczynami losowymi, wigc mozna uznaé, ze zostata ona prawidtowo skonfigurowana.

Tak przygotowana karta moze by¢ nastgpnie wykorzystana do monitorowania dalszej czesci procesu. Ze
wzgledu na to, ze w czasie kontroli linie karty majg pozostawa¢ na staltych wyznaczonych tutaj
poziomach, nalezy przed zapisem, w specyfikacji karty zmieni¢ sposdéb wyznaczania linii centralnej z
domyslnych wynikajacych z obliczen na ustalone. Dopiero po takiej modyfikacji specyfikacja karty moze

by¢ zapisana.

C:wadlhwch:dane!awsla' ?|_|X| C:wadlhwch:dane!awsla' ?|_|X|

Zhiory | Eksploracia I Raport I Zhiary | Eksploracia I Raport I
Karty Specyfikacia Karty Specyfikacia

Specfikacie dia karty Specyfikacie dia karty
Zliier << »» ||Ogél prébek (domysiny) 7] Zhir << >>||oge.1 prébek {domysiny) ¥ |
':.pi Linia centralng’)| Srednia procesu ﬁ ':.pi Linia cerrt_mlna:l 19,667
T 11x] it
% Srednia procesu: Ihﬁ'ET —
Anulu | %! Opde.. Zapisz jako...
~— —

€ Eksplun.lj...l b Aktualizuj | [&] vl

@ Zabezpiecz |

Arkusz dane2b zawiera 20 probek z liczba niezgodnosci na kolejnych ptytkach drukowanych. Karte dla
tego arkusza nalezy utworzy¢ wykorzystujac zapisang specyfikacje karty (pO wczesniejszym
uaktywnieniu tego arkusza).

= Sterowanie jakoscig
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&= Karty konirvine: 2ono?h wctatistical3_4.stw

m Karta kortrolna C (ocena attematywna) E Opcie  ~ |
Karta kontrolna U {ocena attematywna)
EE Karta korntrolna Mp (ocena altematywna) P

Inne pn istogram © - 15,300 [¥5,857); Slgma- 4,277E [4,4347)

Karta kontrolna P jocena attematywna) s
Il@ﬁnaliza Pareto :iﬁ N
Ppk.) =
rozkdad
necrmah
plamon
doswia
Znajdui
mecdiula
proces!
doswia

=

SELECT
CR5ES

------------------------------ 22,971

M 10,667

G,3828

Przyklad 5.
W czescei teoretycznej w przyktadzie 5. karta u zostata wykorzystana do zbadania stabilnosci procesu, w
ktérym produkowane sg bele materiatu. Liczba wad znalezionych w 10 belach materiatu i rozmiar kazde;j

beli zostaty zapisany w arkuszu dane3.

_ioix]

ilog¢ wad
14
12
20
11
T
10
21
16
19
230~
A

1
| | | danela I 7] dane'lbllj danea I I a|]

W przykladzie zostaty skonfigurowane dwie karty: dla jednostki kontrolnej rownej 1m? i dla jednostki
réwnej 50 m? materiatu. Karte dla pierwszej jednostki kontrolnej mozna przygotowaé w oparciu o dane
zapisane w arkuszu. Przygotowanie karty dla jednostki kontrolnej o wielkosci rownej 50m? wymaga
dodatkowo przeliczenia powierzchni kazdej beli materiatu na jednostki o wielkosci 50m?.

= Sterowanie jakoscig
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Przygotowanie karty dla jednostki kontrolnej o wielkosci rownej 1m? wymaga wykonania pokazanych

ponizej krokéw, gotowa karta zostata pokazana na Rys. 2a.

== Karty kontrolne: dane3 w statistica03_4.stw

= Ctworz plikk ze specyfikacia karty

F‘ndstawnwel Liczbowe  Atematywne I.katualizacjal

Anuluj |

E Opcie vl

Karta kontrolna C {ocena attematywna)

m Karta kontrolna U {pcena altematywna)
LELEL i hENV Y BF Definiowanie zmiennych dla karty U: dane3 w statistical
Karta kortrolna P

Podstawowe |Zbinr3,.r | Btykiety, przyczyny, dziatania |

Il@ Analiza Parsto
Dane to liczby wad, frakcje lub dane surowe o jednostkach) ———— Anului |
' Liczhy wad
" Frakcie (iczby wad podzielone przez licznosci probek) E Opcie - |
" Dane surowe (zlicz jednostki niezgodne: defekty =0)

( L grniennei )

2=

L-m2 1-m2 1 o )
2 - ilosc wad 2 - ilosc wad
v Anuluj |
' [ Zestawy 1... |
potrzeby, pojawisty
Rozwii | Przybliz | Rozwin | Praybiz | Roawin | Praybliz | sie tyko zmienne
jakosciowe albo
Liczby wad lub frakdge: Licznosd prabek (opgja): Identyf. czesd (opda): iloSciowe. Nacitni
F1 aby uryskad
I 1 I wiscej informacii.
E2 pefiniowanie zmiennych dla karty U: dane3 w statistical v
- 24
Podstawowe |Zbiur'_.f | Etykiety, przyczyny, dziatania |
Dane to liczby wad, frakcje lub dane surowe o jednostkach) —— Anuly |
¥ Liczhy wad
" Frakcie {iczby wad podzielone przez licznosci probek) E‘ Opcie - |
" Dane surowe (zlicz jednostki niezgodne: defekty =0)
@ Zmienne |
Liczhy wad lub frakcje: ilosc wad
Licznogci prabek (opcja): m2
|dentyfilkatony czesci (oody): brak
[ Stala licznosé prébki: [10
[ Stala liczba pribek na czess: IE
Minimalna liczba pomiardw na probke: |5
4 s | @ w|
Sterowanie jakosciq
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Karta dla drugiej jednostki kontrolnej wymaga wczesniejszego przygotowania dodatkowej zmiennej w
ktorej powierzchnia kazdej beli materialu zostanie przeliczona na jednostki o wielkosci S0m2. W tym
przypadku nalezy zmodyfikowa¢ projekt arkusza z danymi. Operacja dodawania zmiennych dostepna jest

z menu Edycja lub z menu podrgcznego w przypadku gdy w arkuszu wybrana jest kolumna z danymi.

Skorosaps

Widok

e Edycja Format Dane

Statystyka Data Mining Wykresy

Marzedzia

'fi.Wsz].rstkn A |E|Wartn§ciami losowymi

1] ((% lﬁ ab_Zamier
? Wyczyic I“_ ) _ _ - 2%, Powtdrz @Knpiujwdél _ _
Fatcuidiw F‘rze_mes K‘-'i?'f‘f-'fa_fllﬂ Znajdz 14 g [@Knpiujwprawn Zmienne Przypadki
I ;lglﬂ |"| Wypetnianie Standaryzuj
I Wyhbierz tylko nazwy zmiennych
|-|12 ilog [5z] Statystyki bloku danych G

00 Wykresy bloku danych r

400 Wykresy danych wejsciowych v

650

500 & wytni Cirl 4%

ATE Kopiuj Ctrl+C

500 Kopiuj z nagtowkari

600 (R whlej Ctrl+V

524 Whlej spedalnie...

600

625 W‘

Usun zmienne...

4
I |:| danela I |:| dane'lbl |:| dane

Ex

E Diugosé: |2

21X
Anuluj |

Aby wstawic przed 1. zmienng w
polu Wstaw po wpisujmy 0.
Podwaijne kiikniecie tego pola
pozwals wybrad zmienng z listy

Typ: I Podw. precyzji j

— Format wyswistlania

Liczhy

Data

Czas
Maukowy
Waluta
Procent
Utamek
Uzytkownika

Gahy wartosci nowsj
zmienne obliczans
=3 Ze waory, 3 zhidr
danych jest duiy,
to szyboie)
uzyskamy nowa
IMiIENna Z3

pomocs pelecenia
Przeksztsicenia na
karcie Dans
wstarki.

Dituga nazwa (etykieta lub formula z
——

funkcig | )

‘|=m2.-’5[] )

Formuly: uzyj nazw zmiennych albo w1, w2, ... v0 oznacza prrypadek &.
Preyiclady: (@) = meaniv1:vd, sqiiv7), WIEK) ) =v1+v2; komentarz [po;)
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Dodajac zmienng w oknie Dodaj zmienne nalezy wskazac:

po ktorej zmiennej nowa zmienna zostanie wstawiona (pole Wstaw po),

nazwe¢ dodawanej zmiennej (pole Nazwa),

opcjonalnie mozna poda¢ wyrazenie, ktore zostanie wykorzystane do generowania wartosci tej
zmiennej (pole Dluga nazwa (etykieta lub formula z funkcja)),

zgodnie z podpowiedzig w dolnej czeSci okna wyrazenia czyli tzw. formuly zaczynajg si¢ od
znaku réwnosci po ktérym nalezy poda¢ wilasciwe wyrazenie, w wyrazeniu moga wystepowac
operatory, funkcje arkusza (dostepne pod przyciskiem funkcja) oraz zmienne, odwotanie do
zmiennej mozna zrobi¢ na dwa sposoby: podajac nazwe zmiennej (w przyktadzie odwotano si¢ do
zmiennej m2) lub podajagc jej numer kolejny w arkuszu poprzedzony znakiem v’
(w przyktadowym arkuszu v1 oznacza odwotanie do zmiennej m2, a v2 odwolanie do zmiennej
ilos¢ wad), przyktadowa formula przeliczajaca powierzchni¢ beli na jednostki kontrolne o
wielkosci ci 50m? moze by¢ wigc zapisana jako ,,=m2/50” lub ,,=v1/50".

Po zamknigciu okna przyciskiem OK arkusz dane3 jest automatycznie uzupelniany o nowododang

zmienng ilos¢ jednostek, dodatkowo zmienna ta otrzymuje poprawne wartosci.

-1 x|

1 2 ok

m2 ilos¢ wad e
500 14 101
400 12 B
650 20 13
500 1 10
475 7 95 -

tl
| | dane3 || | daned | | Praykiadl| o Prykladd| <]

Po zmodyfikowaniu arkusza mozna przej$¢ do przygotowania drugiej wersji karty u. W tym przypadku

wybierajac zmienne dla karty nalezy zamiast zmiennej m2 wskaza¢ nowa zmienng ilos¢ jednostek.

Wybierz zmienne z liczbami wad lub frakcjami, liczn. pre el

1-m2 1-m2 1-m2
2 - ilosc wad 2 -ilosc wad
3 - ilo&c jednostek 3 - ilogE jednostek 3 - ilogE jednostek

Anulug

Il

[ Zestawy 1...

Wiacz opcje
"Pokazuj tylko
ZMiEnne o
odpowiedniej skali®
aby na listach, w
zalegnosci od
potrzeby, pojawisty
Rozwin | Przybliz | Rozwin | Praybiz | Roawin | praybliz | e tykozmiene
jakosciowe slbo

Liczby wad lub frakdje: Licznosc probek (opgja):  Identyf. czedd (opca): ilefciowe. Nacisnij

F1 aby uzyskac
2 E |

wiese] informacji.

[ Pokazuj tylke zmienne o odpowiedniej skali

2
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Rys.2. Karty u procesu z przyktadu 5. dla jednostki kontrolnej a) 1m?, b) 50m?
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